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表面極薄膜の透過電子顕微鏡（ ）観察

はじめに

観察例

集束イオンビーム は、通常微小領域の断面観察や 観察用薄膜試料作製に用いられ
ています。また、試料表面に保護膜を形成する際、 イオンビームではなく電子線を用い
て保護膜を形成することで、試料最表面の極薄膜 数 ～数十 の観察分析が可能とな
ります。
試料最表層の状態は材料特性や接合等に大きな影響を与え、当社の技術は試料表面の形状
観察、拡散状態の把握、結晶構造の解析に威力を発揮します。

レーザアニールを行った 基板の観察例
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観察例

： 加速電圧 ～ 像分解能 ＠
像観察： 加速電圧 ～ 像分解能

透過電子顕微鏡像観察可能
による成分分析が可能

当社の 技術は試料最表面、膜厚 の極薄膜でも、
試料本来の状態を観察する事が可能です
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技術のお問合せ先:研究試験事業所　技術営業部　TEL0439-80-2691
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